
 

 

 
  

 (8288)ة ( السن 82( المجلد )115العدد)                                                  الاساسية التربية كلية مجلة

 448 

                                                                                                                            
 

 

 باعتماد طريقة SnO2كيبية لاغشية دراسة الخصائص التر

Modified Reiteveled Method 
 اسيل مصطفى عبدالمجيد الباحث                               وفاء مهدي صالح الباحث 

 

Received: 15/3/2022            Accepted: 21/4/2022            Published: 2022 

 

 باعتماد طريقة SnO2دراسة الخصائص التركيبية لاغشية 

Modified Reiteveled Method 
 اسيل مصطفى عبدالمجيد الباحث                                   وفاء مهدي صالح الباحث 

 ريت، كهيت انعهوو ، قسى انفيزياءانجايعت انًستنص

07721412430                                            07704535662 

     

 

 يستخهص انبحث:

 Dislocationذُ فٟ ٘زا اٌثؽس ذؽذ٠ذ تؼغ اٌخٛاص اٌرشو١ث١ح وىصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح 

density ٟاٌؽعُ اٌؽث١ث ،Grain size ًِؼاًِ اٌرشى١ ،Shape factor  ِٚؼاًِ اٌخشٛٔحTexture 

coefficient   تاػرّاد ؽش٠محModified Reiteveled Method  خلاي ذؽ١ًٍ ؽ١ف ؼ١ٛد ِٓ

اٌّؽؼشج تطش٠مح  SnO2، لاغش١ح Line Profile Analysisالاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٚ٘زٖ اٌطش٠مح ذغّٝ 

250اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ ٚاٌّشعثح ػٍٝ لٛاػذ صظاظ١ح ػٕذ دسظح ؼشاسج 
o
C  راخ اٌرشو١ة

ِرؼذد اٌرثٍٛس. ؼ١س اشاسخ إٌرائط اْ وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ذضداد ِغ ص٠ادج ػشع لّح إٌّؽٕٟ 

ٌط١ف ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٌٍّشوة ٚ٘زا ٔاذط ػٓ ص٠ادج وً ِٓ اٌرشاوٗ الاذلافٟ اٌزٞ ٠ؽظً داخً 

، اِا اٌؽعُ Micro strainٚص٠ادج اٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح  Coherent Domain Sizeؼث١ثاخ اٌّادج 

ِؼاًِ  ٚا٠ؼااٌؽث١ثٟ فىاْ ِشذثؾ تاٌشذج ؼ١س وأد اػٍٝ شذج ذماتٍٙا اٚؽئ ل١ّح ٌٍؽعُ اٌؽث١ثٟ 

ً ٚاٌشذج اٌّماعح ِٓ تطالح  ٠ٚىْٛ ِؼاًِ  ASTMاٌخشٛٔح ٠شذثؾ تم١ّح وً ِٓ اٌشذج اٌّماعح ػ١ٍّا

 لً ِا ٠ّىٓ. اٌرشى١ً ٌٍّشوة اػٍٝ ِا ٠ّىٓ ػٕذِا ٠ىْٛ ػشع اٌمّح ٌٍّغرٜٛ ا

، اٌؽعُ اٌؽث١ثٟ، اٌشػ  MRM، ؽش٠مح  SnO2اٌخظائض اٌرشو١ث١ح،  انكهًاث انًفتاحيت:

 اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ، اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح

 :انًقديت

اْ ٌطش٠مح ذؽؼ١ش الاغش١ح اٌشل١مح ا١ّ٘ح وث١شج ٌّا ذّرٍىٗ ِٓ ذاش١ش وث١ش ػٍٝ اٌظفاخ 

ف ٚؽٛس اٌؼٍّاء ؽشائك ػذ٠ذج ٌرؽؼ١ش الاغش١ح اٌشل١مح [، ٚػٍٝ ِش اٌغ١ٕٓ اورش1] اٌف١ض٠ائ١ح ٌٍغشاء

ٚتزٌه ذؼذدخ ؽشائك ذؽؼ١ش٘ا ٚاطثػ ٌىً ؽش٠مح ١ِّضاذٙا ٌرؤدٞ اٌغشع اٌزٞ ٚظذخ ِٓ اظٍٗ 

ٚاْ اخر١اس اٌطش٠مح إٌّاعثح ٌرؽؼ١ش اٌغشاء ذؼرّذ ػٍٝ خٛاص ػذج ِٕٙا ؽث١ؼح اٌرطث١ك ٚٔٛػٗ 

[. ٚذؼرثش 2ٌٝ ٔٛع اٌّٛاد اٌغرخذِح فٟ اٌرؽؼ١ش]ٚوٍفح اٌرؽؼ١ش ٚعٌٙٛرٗ ٚعشػرٗ تالاػافح ا

ؽش٠مح اٌرثخ١ش اٌؽشاسٞ فٟ اٌفشاؽ ٟ٘ الاوصش ش١ٛػا ٌرؽؼ١ش الاغش١ح اٌشل١مح ٌٚىٓ ٕ٘ان ِغاٚٞء 

ِصثرح ػٍٝ ٘زٖ اٌطش٠مح ِصً اٌىٍفح اٌؼا١ٌح ٚاؼرّا١ٌح ذفىه اٌّشوثاخ إٌٟ ٠شاد ذؽؼ١ش اٌغشاء ِٕٙا 

اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ ِٓ اٌطشق اٌغٍٙح ٚاٌشخ١ظح اٌصّٓ ٚاٌرٟ ٠ّىٓ [، ٚذؼرثش ؽش٠مح 3ِٚشاوً اخشٜ ]

[، 4ذؽؼ١ش اغش١ح سل١مح تٛاعطرٙا ذٕافظ فٟ تؼغ اٌرطث١ماخ الاغش١ح اٌّؽؼشج تاٌطشق الاخشٜ ]

اٌّؽؼشج تطش٠مح اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ ٟ٘ افؼً  SnO2[ اْ اغش١ح 5]Saderٚلذ ٚظذ اٌثاؼس 

ٌٙا دسظح أظٙاس ػا١ٌح  SnO2اٌؽشاسٞ فٟ اٌفشاؽ، لاْ ِادج ِٓ ذٍه اٌّؽؼشج تطش٠مح اٌرثخ١ش 

1063ذظً اٌٝ 
o
C  ِّا ٠عؼٍٙا طؼثح اٌرؽؼ١ش، ٠ٚؽؼش شأٟ اٚوغ١ذ اٌمظذ٠ش اِا ترغخ١ٓ اٌمظذ٠ش

تٛظٛد الاٚوغع١ٓ اٚ ترغخ١ٓ الاٚوغ١ذ اٌّائٟ إٌاذط ِٓ ذفاػً اٌمظذ٠ش اٌفٍضٞ ِغ ؼاِغ إٌرش٠ه 
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( ٚرٌه ٌٕمض 2غ١ذ اٌمظذ٠ش ِادج شثٗ ِٛطٍح ِٓ إٌٛع اٌغاٌة )[. ٠ٚؼرثش شأٟ اٚو6اٌّشوض ]

. اِا فٟ تؽصٕا ٘زا فمذ ذٕإٌٚا دساعح اٌخظائض اٌرشو١ث١ح اٌّا٠ىش٠ٚح SnO2الاٚوغع١ٓ فٟ ِادج 

اٌّؽؼشج تطش٠مح اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ ٚتاػرّاد ؽش٠مح  SnO2لاغش١ح اٚوغ١ذ اٌمظذ٠ش 

(MRM) Modified  Reitveld Method  اٌّؼرّذج ػٍٝ ِخطؾ ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح  اٌّٛػػ

(. ٚذغرٕذ ٘زٖ اٌطش٠مح اٌٝ ذؽ١ًٍ ؽ١ف ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٌٍّشوة ٚؽش٠مح اٌرؽ١ًٍ 1فٟ اٌشىً )

 peakِٓ خلاٌٗ ٠رُ ؼغاب اٌّغاؼح ذؽد إٌّؽٕٟ ٌىً لّح  Line Profile Analysis٘زٖ ذغّٝ 

 Table curveٚاٌزٞ ٠غّٝ  Mathlabاِط اي تاعرخذاَ تشٔاِط ذُ تشِعرٗ تاعرخذاَ تشٔ

2DV5.01  ، ٠ؼط١ٕا ٘زا اٌثشٔاِط ِؼٍِٛاخ دل١مح ِٚفظٍح ػٓ اٌّغاؼح ِٚؼادٌح اٌفرٕه اٌّغرخذِح

ِٚٓ شُ ٠رُ ؼغاب ل١ُ اٌخظائض اٌرشو١ث١ح اػرّادا ػٍٝ ٘زٖ اٌّغاؼح. ٚ٘زٖ اٌذساعح ِّٙح ٌث١اْ 

تظٛسج اوصش خظٛط١ح ػٓ اٌّشوة ٚػٓ اٌخظائض اٌرشو١ث١ح لاٞ ِشوة ؼ١س ذؼطٟ ِؼٍِٛاخ 

و١ف١ح ذشى١ٍٗ ٚذى٠ٛٓ اٌؽعَٛ اٌؽث١ث١ح لاٞ ِادج ٚاٌرٟ ػٍٝ اعاط ٘زٖ اٌذساعح اٌرشو١ث١ح ذُ ذؽذ٠ذ 

طلاؼ١ح ٘زا اٌّشوة اٚ ران ٌٍرطث١ماخ الاٌىرش١ٔٚح اٚ دساعح و١ف١ح ذؽغ١ٓ ٘زٖ اٌخٛاص اٌرشو١ث١ح 

 شاتح اٌٝ غ١ش رٌه.تاعرخذاَ ؽشق ِرؼذدج واٌرٍذ٠ٓ، اٌرشؼ١غ اٚ الا

 اندراساث انسابقت: 

ٚذظ١ٕفٙا  MRMتٛػغ الاعظ إٌظش٠ح ٌطش٠مح  2222[ ػاَ 7]M.R.Ebeidلاَ اٌؼٍّاء 

، Simulated Diffraction Pattern ،Model of Amorphousتاػرّاد ػذد ِٓ إٌّارض ِٕٙا 

correlation form  ْف١ّا ذٕاٚي اٌثاؼصاT.Ungar  ٚJ. Guvicaze  َدساعح اٌؼ١ٛب  2222ػا

Line Profile Anaylsis [8 .]اٌّؼرّذج ػٍٝ  MRMاٌّٛػؼ١ح ٚاٌؽعُ اٌؽث١ثٟ تاػرّاد ؽش٠مح 

لثً ٚتؼذ  SnO2[ ذم١ٕح اعرؼّاي ػذج ؽثماخ ِٓ 9] P.Marsikذٕاٚي اٌثاؼس  2224ٚفٟ ػاَ 

Sbاٌرش٠ٛة تـ 
+3

Fٚا٠ٛٔاخ اٌفٍٛس٠ذ  
-

 ،SbCl3ٚؼؼشخ اٌطثماخ اٌّشعثح تاٌشػ ِٓ ِشوثاخ  

NH4F ،Sn  وّشٛتاخ، اِا اٌخظائض اٌرشو١ث١ح فرٕاٌٚٙاJ.Ghosh  َ[ ؼ١س دسط 12] 2226ػا

ٟٚ٘ ؽش٠مح ٔظش٠ح ذغرخذَ ٌؽغاب  MRMتاػرّاد ؽش٠مح  Snاٌخظائض اٌرشو١ث١ح اٌّا٠ىش٠ٚح ٌٍـ 

اٌخظائض اٌرشو١ث١ح ٌٍّادج تؼذ فؽض ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٌٙا ِٚٓ ّٔؾ ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح 

ٌؽغاب اٌّغاؼح ذؽد إٌّؽٕٟ ٠رُ ؼغاب اٌخظائض اٌرشو١ث١ح ِٓ    (get data)تشٔاِط  ٚتأعرؽاَ

 ػّٕٙا ػشع اٌشذج ػٕذ ِٕظف إٌّؽٕٟ ,وصافح الأخلاػاخ  ٚاٌّغر٠ٛاخ اٌّٛػؼ١ح ٚغ١ش٘ا. 

 انجزء انعًهي 

اٌشل١مح تطش٠مح اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ  SnO2ذُ ذؽؼ١ش اٌّؽٍٛي اٌخاص ٌرؽؼ١ش اغش١ح 

اٌّعٙض ِٓ ششوح  99.98راخ ٔماٚج    (SnCl4.5H2O)ح ِادج وٍٛس٠ذاخ اٌمظذ٠ش اٌّائ١ٟتارات

Sigma  ٚذؽؼ١ش الاغش١ح تشػ ٘زا اٌّؽٍٛي ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌضظاظ١ح إٌّظفح ظ١ذا تاٌّاء اٌّمطش

 [: 2ٚاٌىؽٛي ٠ٚرُ اٌرفاػً ػٍٝ اٌمٛاػذ ؼغة اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح ]

SnCl4+2H2O→SnO2+4HCl       …(1) 

ػٓ اٌمٛاػذ  30cm[ ٠ٚثؼذ ِغافح 11رُ ػ١ٍّح اٌشػ ػثش ظٙاص سػ خاص ِظُّ ٌٙزا اٌغشع ]ٚذ

ؼ١س اػرّذخ اٌطش٠مح اٌٛص١ٔح  (200nm)اٌضظاظ١ح اِا عّه الاغش١ح اٌّؽؼشج فمذ واْ ِماستا 

(. ٚتؼذ اْ ذُ ذشع١ة ٘زٖ الاغش١ح ذُ اخر١اس افؼٍٙا ِٓ ؼ١س اٌرعأظ ٚػذَ 3،5ٌم١اط عّه اٌغشاء )

شمٛق فٟ اٌغشاء ذُ ذشخ١ض ذشو١ثٙا اٌثٍٛسٞ تاعرخذاَ ؽش٠مح ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح  ٚظٛد

(CuKα,6000 X-ray diffractionراخ عشػح أطلاق )(5 deg./ min.)   ٚالأثٛب ِعٙض،

,ار ٠ّىٓ اٌرؼشف ِٓ خلاٌٙا ػٍٝ اٌرشو١ة اٌثٍٛسٞ لاٞ ِادج ِٓ KV 40ٚفٌٛر١ح  mA 30تر١اس 

ٌرٍه اٌّادج. ٠ٚٛػػ ؽ١ف  X-ray diffraction (XRD)لاشؼح اٌغ١ٕ١ح خلاي دساعح ّٔؾ ؼ١ٛد ا
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( تأٗ راخ ذشو١ة ِرؼذد اٌرثٍٛس، ٚلذ ظشٜ 1اٌّث١ٓ تاٌشىً ) SnO2ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٌغشاء 

دساعح تؼغ اٌخظائض اٌرشو١ث١ح اٌّا٠ىش٠ٚح ٌٙزا اٌغشاء ِٚٓ ٘زٖ اٌخظائض ٚاّ٘ٙا ٘ٛ ؼغاب 

   (MRM)عُ اٌؽث١ثٟ ، ِؼاًِ اٌرشى١ً، ِؼاًِ اٌخشٛٔح تاػرّاد ؽش٠مح وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح، اٌؽ

 اننتائج وانًناقشت

 Dislocation density ρ. حساب كثافت انعيوب انًوضعيت 1

ذؼرثش وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ِٓ اٌخظائض اٌّّٙح ٌٍّٛاد اٌرٟ ذؼطٟ فىشج ػٓ ذمذ٠ش 

ذّصً وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ؽٛي اٌؼ١ٛب ، crystalliteٚوّا١ٌح ذشو١ة اٌثٍٛسج اٚ اٌّشوة 

m/m)اٌّٛػؼ١ح اٌّٛظٛدج ٔغثح اٌٝ اٌؽعُ 
3
. ذُ فٟ ٘زا اٌثؽس ؼغاب وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح (

 [:12ٌراش١ش٘ا ػٍٝ اٌخظاص اٌثظش٠ح ٚاٌىٙشتائ١ح ٌٍّشوة ٚرٌه تاػرّاد اٌّؼادٌح الاذ١ح ]

         …(2) 

 ؼ١س اْ: 

ρD  ذشاوٗ اٌؽث١ثاخ اٌّٛػؼ١ح : ذّصً وصافحCoherent domain size density 

ρε ذّصً وصافح اٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح :Micro strain density 

ٚاٌؼاًِ اٌزٞ ٠ٍؼة اٌذٚس الاعاط فٟ ؼغاب وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ٘ٛ اٌّغاؼح اٌّماعح ذؽد 

ِٚٓ خلاي ؼغاب اٌّغاؼح  (MRM)إٌّؽٕٟ ٚاٌرٟ ذُ ؼغاتٙا تاػرّاد تشٔاِط س٠اػٟ ِّصً تطش٠مح 

A  ذؽد إٌّؽٕٟ ذُ اعرخشاغ ل١ّح الاذغاع اٌّلاؼظObserved Integral Breadth  خلاي ِٓ

 [:12اٌؼلالح ]

          … (3) 

B :Observed Integer Breadth ػشع الاذغاع اٌّؽغٛب 

Io :Intensity اٌشذج 

A :Area اٌّغاؼح 

Bٚتشعُ اٌؼلالح اٌث١ا١ٔح ت١ٓ 
2

  ٚtanθ ( ًاٚػؽد إٌرائػ تاْ افؼً ذطاتك 2وّا فٟ اٌشى )(Best 

fitting)  ٌٍٕرائػ ذؽممٗ اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح 

         …(4) 

b :Instrumental brooding الاذغاع اٌّماط ػ١ٍّا 

 ( 2ٚاٌٍّخظح ٔرائؽٗ فٟ اٌعذٚي ) β[ ذُ ؼغاب اٌم١ُ اٌّظؽؽح ٌلاذغاع 13ٚتاػرّاد ]

 ؼادٌح ادٔاٖ اٌّ

          …(5) 

β :Correct integral breadth اٌم١ُ اٌّظؽؽح ٌلاذغاع 

تؼذ٘ا ذُ ؼغاب وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح إٌاذعح ػٓ وً ِٓ اٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح ٚاٌرشاوٗ اٌّٛػؼٟ 

ρ،ρD  ٓػٍٝ اٌرٛاٌٟ تشعُ اٌؼلالح اٌث١ا١ٔح ت١(sinθ/λ)
2

  ٚ(βcosθ/λ)
2 

اعرٕاداً   (3شىً )اٌ وّا فٟ

 اٌٝ اٌّؼادٌح 

…   (6( 

 ؼ١س اْ:

λ: Wavelength  اٌطٛي اٌّٛظٟ اٌّغرخذَ ٌٍعٙاصA
o

 CuKα=1.5405  

D :Coherent Domain size   ٟاٌرشاوٗ اٌّٛػؼ 

ε: Microstrain  اٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح 
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 نهًستوياث انبهوريت B( قيى الاتساع 1جدول )

A(cmانًساحت  Ioنشدة ا B=A/Ioالاتساع 
2

 انًستوياث انبهوريت (

0.4189 5.69 2.384 (110) 

0.469 3.47 1.629 (101) 

0.2890 1.92 0.555 (200) 

0.2039 3.29 0.671 (211) 

b( ٠ٛػػ ل١ُ 2اِا اٌعذٚي )
2

Bاٌّماعح ِٓ خلاي سعُ اٌؼلالح اٌث١ا١ٔح ت١ٓ وً ِٓ  
2

  ٚtanθ  ِٓ

 خلاي ؼغاب ِؼادٌح اٌفرٕه

b( قيى 2ل )جدو
2

 نهًستوياث انبهوريت 

b
2

βالاتساع  
2

 tanθ  انزاويتθ انًستوياث انبهوريت 

0.33365 0.17577 0.235 13.25 (110) 

0.368366 0.2203 16.95 16.95 (101) 

0.3901755 0.0835 18.9 18.9 (200) 

0.48858 0.0415 25.85 25.85 (211) 

 

(sinθ/λ)ِٚٓ اٌؼلالح اٌث١ا١ٔح ت١ٓ 
2

 ٚ (βcosθ/λ)
2 

اٌرشاوٗ اٌّٛػؼٟ  ٠Dرُ ؼغاب وً ِٓ 

(Coherent Domain Size)  ْؼ١س اIntercept =1/D
2

ٚاٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح  

(Microstrain) slope=16ε
2

( ٚػٕذ ا٠عاد ٘زٖ اٌم١ُ ٠رُ ؼغاب 3ٚاٌّٛػؽح ٔرائعٗ فٟ اٌعذٚي ) 

 [12،14ِٓ اٌّؼادٌح ادٔاٖ : ] : ذشاوٗ اٌؽث١ثاخ اٌّٛػؼ١ح ρεاٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح ٚ  ρDوً ِٓ 

   

  K=1       …(7) 

b :Burges vactor (α)=1/3 

 تشاكه انحبيباث انًوضعيت ρεانًطاوعت انًايكرويت و  ρD( قيى 3جدول )

 كثافت انعيوب انًوضعيت

 

ρD  انًطاوعت

 انًايكرويت

ρε  تشاكه انحبيباث

 انًوضعيت

 (hkl)انًستوياث 

4.9277 0.90009 27.142896 (110) 

4.7041034 0.90009 24.5848 (101) 

4.5707412 0.90009 23.210651 (200) 

4.084593 0.90009 18.535813 (211) 

ذضداد  SnO2ٚٔلاؼظ ِٓ إٌرائط اٌّث١ٕح فٟ اٌعذٚي اػلاٖ اْ وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ٌٍغشاء 

 latticeح ػٓ اٌّطاٚػح اٌّا٠ىش٠ٚح ٠ٚمظذ تٙا اٌرغ١ش فٟ شاتد اٌشث١ىح تض٠ادج اٌؼ١ٛب إٌاذع

constant  ٞٚاْ ٘زٖ اٌؼ١ٛب ٟ٘ اطلا ٔاذعح ػٓ الاخطاء اٌرٟ ذٕرط اشٕاء ػ١ٍّح اٌشص اٌثٍٛس .

Stacking faults  ٞاٞ ػ١ٍّح ذى٠ٛٓ اٌغشاء تّا ِؼٕاٖ اٌؼ١ٛب إٌاذعح اشٕاء ػ١ٍّح إٌّٛ اٌثٍٛس

 Peakا٠ؼا ِٓ خلاي إٌرائػ اٌّٛػؽح فٟ اٌعذٚي اػلاٖ اْ اذغاع ػشع اٌمّح  ٌٍغشاء. ٚٔغرٕرط

 ٠ش١ش اٌٝ إٌّٛ اٌثٍٛسٞ اٌظؽ١ػ ٌٍمّح.  ٠Peakشغ١ش اٌٝ وصشج ٘زٖ اٌؼ١ٛب اٌثٍٛس٠ح ٚاْ ؼذج اٌمّح 
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 Grain Size. حساب انحجى انحبيبي 2

ي اٌؼلالح الاذ١ح ٚاٌٍّخظح ٌمذ ذُ ذؽذ٠ذ اٌؽعُ اٌؽث١ثٟ ٌٍّغر٠ٛاخ اٌثٍٛس٠ح ٌٍغشاء ِٓ خلا

 [15( : ]4ٔرائعٗ فٟ اٌعذٚي )

          …(8) 

λ :wavelength   اٌطٛي اٌّٛظٟ اٌّغرخذَ ٌٍعٙاصCuKα=1.5405 

Δ2θ  :Full Width Half Maximum  ٟاٌغّه إٌظف 

θ :Angle  اٌضا٠ٚح 

 Grain size( حساب انحجى انحبيبي 4جدول )

G.Z.(nm ) Io Cos2θ Δ2θ  انًستوياث

 (hkl)انبهوريت 

39.470674 5.69 0.973 0.040112 (110) 

46.174293 3.47 0.9565 0.03488 (101) 

58.358498 1.92 0.9460 0.027904 (200) 

51.655802 3.92 0.8994 0.033136 (211) 

 Shape factor. حساب يعايم انتشكيم 3

١ٔح تٍٛسج ؼث١ثاخ ٘زا اٌغشاء ذؽد اٌظشٚف ذُ ذؼ١١ٓ ِؼاًِ اٌرشى١ً ٌٍرؼشف ػٍٝ اِىا

اٌرعش٠ث١ح اٌّؽؼش تٙا اٌغشاء ًٚ٘ ِّىٓ اػرّاد ٘زٖ اٌظشٚف وظشٚف ل١اع١ح ِصا١ٌح ٌٍغشاء ٚذُ 

 [12ؼغاب ِؼاًِ اٌرشى١ً ِٓ اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح : ]

          …(9) 

اْ ل١ُ ِؼاًِ اٌرشى١ً ذؼرّذ ػٍٝ ل١ّح ( ل١ُ ِؼاًِ اٌرشى١ً ٌٙزا اٌغشاء، ار ٔلاؼظ ٠ٚ5ٛػػ اٌعذٚي )

B  ػشع اٌمّح(Observed Integral Breadth)  ؼ١س ٠ىْٛ الً ل١ّح ٌّؼاًِ اٌرشى١ً ػٕذِا

 [.٠14ىْٛ ػشع اٌمّح ٌٍّغرٛٞ اٌثٍٛسٞ اػٍٝ ِا ٠ّىٓ ٚ٘زا ِطاتك ٌّا ظاء فٟ اٌثؽٛز اٌغاتمح ]

 ( يبين قيى يعايم انتشكيم5جدول )

 ياث انبهوريتانًستو ϕيعايم انتشكيم 

0.095755 (110) 

0.074371 (101) 

0.0965536 (200) 

0.162511 (211) 

  Texture coefficient. حساب يعايم انخشونت 4

ذُ ؼغة ِؼاًِ اٌخشٛٔح ٌلاغش١ح اٌّؽؼشج ٌث١اْ ذاش١ش خشٛٔح اٌغطػ ػٍٝ اٌرشو١ة اٌثٍٛسٞ 

 (12-14ٌٙزا اٌغشاء ٚرٌه ِٓ ؼلاي اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح )

       …(10) 

 ؼ١س اْ: 

I(hkl) ذّصً اٌشذج اٌّماعح : 

Io(hkl) اٌشذج ِٓ تطالح :ASTM 
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( ل١ُ ِؼاًِ اٌخشٛٔح ٌٍّغر٠ٛاخ اٌثٍٛس٠ح ٌٍغشاء، ار ٠لاؼظ اسذثاؽ ِؼاًِ اٌخشٛٔح ٠ٚ6ث١ٓ اٌعذٚي )

 ِغ اٌشذج اٌّماعح ٌىً ل١ّح ٠ٚرغ١ش ترغ١ش ل١ُ ٘زٖ اٌشذج.

 خشونت نهًستوياث انبهوريت( قيى يعايم ان6جدول )

Tc I(hkl) XRD Io(hkl) ASTM  انًستوياث انبهوريت

(hkl) 

0.796 100 100 (110) 

0.773 63.4 80 (101) 

1.499 38.4 25 (200) 

0.750 49.95 65 (211) 

 الاستنتاجاث 

 اٌّؽؼشج تطش٠مح اٌشػ اٌى١ّ١ائٟ اٌؽشاسٞ راخ ذشو١ة ِرؼذد اٌرثٍٛس. SnO2اْ اغش١ح  .1

ّاد ؽ١ف ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح ٌٍّشوة ٌذساعح اٌخظائض اٌرشو١ث١ح ٌٗ تاػرّاد ؽش٠مح اػر .2

MRM  ٚاٌرٟ ذؼرثش ؽش٠مح دل١مح ٌٍؽغاب، ٚاٌّؼرّذج ػٍٝ اٌرؽ١ًٍ اٌخطٟ ٌٍط١فLine 

Profile Analysis  . 

وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ذضداد ِغ ص٠ادج ػشع لّح إٌّؽٕٟ ٌط١ف ؼ١ٛد الاشؼح اٌغ١ٕ١ح  .3

 . ٌٍّشوة

 اٌؽعُ اٌؽث١ثٟ ٠رٕاعة ػىغ١ا ِغ اٌشذج ار وأد اػٍٝ شذج ذماتٍٙا اٚؽٟء ل١ّح ٌٍؽعُ اٌؽث١ثٟ.  .4

 ِؼاًِ اٌرشى١ً ٌٍّشوة ٠شذثؾ ِغ ػشع لّح اٌّغرٛٞ ٠ٚىْٛ اٌرٕاعة ػىغٟ ت١ّٕٙا.  .5

ؼغاب وصافح اٌؼ١ٛب اٌّٛػؼ١ح ٠ؼرّذ تاٌذسظح الاعاط ػٍٝ ؼغاب اٌّغاؼح ذؽد إٌّؽٕٟ  .6

 ؼح اٌغ١ٕ١ح. ٌط١ف ؼ١ٛد الاش

اػطٝ ٔرائط دل١مح ٌؽغاتاخ اٌّغاؼح ذؽد  (Table Curve 2D5.01)اْ اعرخذاَ تشٔاِط  .7

 [7,12] .إٌّؽٕٟ. تاٌّماسٔح ِغ دساعاخ عاتمح

 انتوصياث

ٚا٠ؼا  coshِغ ذؼذ٠ً   Line Profileتطش٠مح  SnO2دساعح اٌخظائض اٌثظش٠ح لأغش١ح 

ػٍٝ اٌخظائض اٌرشو١ث١ح ِصً اٌؽعُ اٌؽث١ثٟ ٚوصافح دساعح ذأش١ش اٌرش٠ٛة تاٌفؼح اٚ الا١ٌَّٕٛ 

الأخلاػاخ, ذؽؼ١ش اغش١ح اٚوغ١ذ اٌمظذ٠ش تطش٠مح اٌرثخ١ش اٌؽشاسٞ تاٌفشاؽ اٚ ؽش٠مح اٌرشر٠ز 

  ِٚماسٔح ٔرائط اخرلاف ؽشق اٌرؽؼ١ش.
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Figure (1): X-Ray diffraction of SnO2 thin film 
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( ٠ث١ٓ ذغ١ش ل١ُ 2اٌشىً )

2
β  ِغtanϴ 

 

 

 
(sin ϴ/λ)   ( ٠ث١ٓ ذغ١ش ل3ُ١اٌشىً )

2 
(β cosϴ/λ)ِغ  
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Abstract  

In this research, we determine some of structural properties for 

example dislocation density, grain size, shape factor and texture coefficient 

by using Modified Reiteveled Method by analysis the spectrum of x-ray 

diffraction and this operation called line profile analysis, for thin film of 

SnO2 were prepared by thermal chemical spray deposition technique at 

substrate temperature (250
o
C), SnO2 deposited on glass substrate are of 

polycrystalline nature. The results indicate that the dislocation density 

increase with increasing brooding the peak of the spectrum x-ray diffraction 

and this result of increasing coherent domain size and microstrain, but the 

grain size decreasing with increasing intensity and texture coefficient connect 

with intensity calculate experimentally and intensity of ASTM, where shape 

factor reach at maximum value at least of the brooding beak.  

 

Keywords: Structure properties, SnO2,MRM Method, Grain size, Chemical 

spray method and dislocation density. 
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